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Ленгмюровские плёнки представляют собой двумерные упорядоченные молекулярные ансамбли на поверхности жидкости. Формирование ультратонких покрытий происходит методом Ленгмюра. Благодаря процессам самоорганизации, они формируют упорядоченную структуру, от которой зависят свойства функционального материала. Молекулы, составляющие плёнку, имеют нанометровый масштаб. Следовательно, дифракция рентгеновских лучей позволяет исследовать кристаллическую структуру плёнки. Для увеличения поверхностной чувствительности используется метод дифракции в скользящей геометрии(1(. По характерным дифракционным картинам можно определить параметры кристаллической структуры, геометрическую форму молекул, статистические параметры ориентаций молекул, размеры кристаллитов, степень разупорядоченности в системе [2-3].

В недавних экспериментах по малоугловой дифракции на плёнке арахиновой кислоты, сформированной на поверхности раствора нитрата церия, мы пронаблюдали необычную картину: дифракционные пики искривлены, в то время как типичная дифракционная картина для двумерного ансамбля представляет собой вертикальные стержни. Одним из возможных объяснений возникновения искривлённых максимумов является нарушение горизонтального порядка в двумерном поликристалле. На основе этого предположения мы разработали теоретическую модель дифракции, которая позволяет численно воспроизвести искривления «хвостов» дифракционных пиков. Разработан алгоритм, позволяющий проводить численное моделирование двумерных картин дифракции в обратном пространстве с учётом искривления дифракционных «хвостов». Экспериментальные данные, теоретическая модель и численные симуляции будут представлены в докладе.
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